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背景と利用目的 

XAFS は一般的に透過法・蛍光法・電子収量法で測定されるが、透過法と電子

収量法は微量元素には鈍感である。試料中低濃度元素の XAFS 測定を行う際は、

微量分析に優位なシリコンドリフト検出器(SDD)を用いた蛍光 X 線収量法を用

いて測定を行うことができる。 

しかしながら蛍光法であってもどの程度の濃度で測定が可能となり、そして不

可能となるのかなどはそれぞれの放射光施設、そしてビームラインのセッティ

ングにより変化してくる。SRセンターの軟 X線 XAFS ビームライン BL-10 では

蛍光法による XAFS 測定が可能であるが、測定できる濃度の下限は正確に調査

されていない。 

そこで本トライアル測定にて、SDD を用いた蛍光法で XAFS 測定を行い SRセン

ターBL-10 においてどの程度まで低濃度のもので解析可能なスペクトルを得る

ことができるのかを調査する。 
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実験・解析方法 

天然原料から焼成処理等行ったカーボンに残留する元素について、予め X線蛍

光分析を用いて軽元素についてそれぞれの存在量を調査した後、SR センター

にて蛍光 X線収量法を用いた XAFS 測定を行った。XAFS 測定は SRセンター軟 X

線 XAFS ビームライン BL-10 の真空中測定チャンバーで蛍光収量法と電子収量

法を同時に用いて行った。元素は BL10 で XAFS 測定を行える Si,Ca,P,Al,S を

選択し状態を分析した。 

   

成果の概要 

右図は今回のトライアル測定

で得られた、X線蛍光分析にて

カーボン試料中リン濃度が

60ppm と算出されたもののリ

ンのK吸収端XAFSスペクトル

である。他の元素においても

様々な濃度にて測定を行い、

BL10 で SDD を用い測定できる

濃度指標を得ることができ

た。 

社会、経済への波及効果の見通し 

今回のトライアル測定によってBL10で SDDを用いサブパーセントオーダーの濃

度でも XAFS 測定できるという濃度指標を得ることができたため、試料中の低濃

度の目的元素へ XAFS 測定を適用する際の参考とすることができるようになっ

た。 

今後 SR センターBL-10 において微量の元素を測定する際は今回のデータを参考

とし測定計画を立てることができる。 

     

 


